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摘要(译)

提供了一种系统，包括耳蜗植入装置（10）和与Ci装置连通的筛选装置
（13），CI装置包括：电极阵列（19），包括待植入的多个刺激电极
（18）。用于电刺激耳蜗的患者的耳蜗（200），用于产生要提供给刺激
电极的刺激信号的刺激信号单元（48,54），用于捕获在刺激电极处诱导
的ECAP信号的单元（14,19,24）。通过向电极施加刺激信号响应于耳蜗
刺激的电极;筛选装置适于与刺激信号单元协作，以便为电极提供适合于
进行生长函数测量，恢复测量和扩散的刺激信号。激励测量，并且适于
至少部分电极估计实现ECAP信号所需的阈值电流水平基于至少四个不同
电流水平的ECAP信号的内插增长函数测量;对于在生长函数测量中测量
至少100μV的ECAP水平的那些电极中的至少一些电极进行恢复测量，恢
复测量包括在恒定电流水平下的ECAP测量，作为刺激信号的脉冲间隔的
函数。为了获得每个恢复测量电极的恢复功能，并从各个恢复功能的指
数拟合中获得每个恢复测量电极的恢复时间常数;并且对于在生长函数测
量中测量至少100μV的ECAP水平的那些电极中的至少一些电极进行激发
扩散（SOE）测量，其中刺激电流随后仅施加到其中一个电极上作为探针电极，随后在每个时测量ECAP水平有效电极，以获得扩
散激励功能;并且，对于用作探针电极的每个电极，从激发扩散函数的拟合获得电刺激的宽度;其中，只有当ECAP信号至少为50μV
并且信噪比（SNR）大于5dB时，所有测量中的测量点才被筛选设备接受为有效的ECAP测量，其中噪声水平在当耳蜗没有电刺激
的时候。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a900bd91-be03-4ae7-9934-9cbb6931b798
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050288073/publication/EP3119471A1?q=EP3119471A1

